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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

LIQUID CRYSTAL DISPLAY DEVICES -

Part 5-3: Environmental, endurance and mechanical test methods —
Glass strength and reliability

FOREWORD

The International Electrotechnical Commission (IEC) is a worldwide organization for standardization corn nrising
all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of IEC is to« pronote
international co-operation on all questions concerning standardization in the electrical and electronic fic'ds. To
this end and in addition to other activities, IEC publishes International Standards, Technica. Spe ificaions,
Technical Reports, Publicly Available Specifications (PAS) and Guides (hereafter referrec to as “IEC
Publication(s)”). Their preparation is entrusted to technical committees; any IEC National Committe. interested
in the subject dealt with may participate in this preparatory work. International, goveiymental and non-
governmental organizations liaising with the IEC also participate in this preparation. IEC cc'laborates closely
with the International Organization for Standardization (ISO) in accordance with ccadition determined by
agreement between the two organizations.

The formal decisions or agreements of IEC on technical matters express, as i 2e(ly s pussible, an international
consensus of opinion on the relevant subjects since each technical commii.re h s representation from all
interested IEC National Committees.

IEC Publications have the form of recommendations for internationai "1s2 and are accepted by IEC National
Committees in that sense. While all reasonable efforts are made to enc ire that the technical content of IEC
Publications is accurate, IEC cannot be held responsible for th': wav 1 which they are used or for any
misinterpretation by any end user.

In order to promote international uniformity, IEC National Cmn.'ttees undertake to apply IEC Publications
transparently to the maximum extent possible in their siciion.! and regional publications. Any divergence
between any IEC Publication and the corresponding natio »al oi regional publication shall be clearly indicated in
the latter.

IEC provides no marking procedure to indicateits approval and cannot be rendered responsible for any
equipment declared to be in conformity with an !=C Rubi.cation.

All users should ensure that they have the laic=t wdiuon of this publication.

No liability shall attach to IEC or its_dire tors, employees, servants or agents including individual experts and
members of its technical committees end . -C '{ational Committees for any personal injury, property damage or
other damage of any nature whatshev.r, whether direct or indirect, or for costs (including legal fees) and
expenses arising out of the publice‘ion, use of, or reliance upon, this IEC Publication or any other IEC
Publications.

Attention is drawn to the Noi vutivi2 references cited in this publication. Use of the referenced publications is
indispensable for the corr=ct ap»'cation of this publication.

Attention is drawn to ..> pcrsibility that some of the elements of this IEC Publication may be the subject of
patent rights. IEC si. Il no be held responsible for identifying any or all such patent rights.

International Siondard 'EC 61747-5-3 has been prepared by IEC technical committee 110:
Flat panel dis, lay Jevices.

This Intornational Standard replaces the IEC/PAS 61747-5-3, published in 2007.

Therc hav 2 been no significant revisions since the publication of the PAS version.

Tvis part of IEC 61747 is a sectional specification for liquid crystal display cells. It is to be
read in conjunction with the IEC 61747-1 to which it refers.
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The text of this standard is based on the following documents:

FDIS Report on voting
110/169/FDIS 110/177/RVD

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on
voting indicated in the above table.

This publication has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 2.

Future standards in this series will carry the new general title as cited above. Titles of nxis®ing
standards in this series will be updated at the time of the next edition.

A list of all parts of the IEC 61747 series, under the general title Liquid crystal di: 1lay d-vices,
can be found on the IEC website.

The committee has decided that the contents of this publication will remain «: changed until
the maintenance result date indicated on the IEC web site under "httn://v:ebsiore.iec.ch” in
the data related to the specific publication. At this date, the publicatic~ wi' ke

* reconfirmed;

* withdrawn;

* replaced by a revised edition, or
*+ amended.
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INTRODUCTION

IEC 61747-5-3 facilitates the characterization of mechanical strength properties of LCD
modules and their component glass. Analysis and testing are performed on LCD Module
component glass as well as finished LCD modules. Statistics of mechanical strength of the
modules are determined allowing a prediction of module failure probability at a given stress
level or for a given probability of failure, the maximum recommended safe loading stress for
the module.
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LIQUID CRYSTAL DISPLAY DEVICES -

Part 5-3: Environmental, endurance and mechanical test methods —
Glass strength and reliability

1 Scope

This part of IEC 61747 applies to commercially available liquid crystal displays (LCDs).
This standard applies to all LCD types, including transmissive, reflective or transflective liquid
crystal display (LCD) modules using either segment, passive or active matrix and ackror atic
or colour type LCDs that are equipped with their own integrated source of il'uminat.an or
without their own source of illumination.

The objective of this standard is to establish uniform requirements for accurzte and reliable
measurements of the following LCD parameters:

a) quasistatic strength,

b) quasistatic fatigue.

The methods described in this standard apply to all sizes. :mall and large, liquid crystal
displays.

NOTE Methods for measuring the fatigue constant are describe! in this standard and are taken from the

referenced literature, see [13]1 to [20]. The primary results ~-e 1.rmulae for estimated allowable stress for the
specified lifetime or estimated failure rate for the specified ':tress level. As an example, limited data for strength
and fatigue behaviour of LCD glass are included in an inic-m-tive Annex A. Similarly, limited data for static
strength of LCD modules are also included and compared with that of parent glass.

2 Normative references

The following referenced documer.‘s aie indispensable for the application of this document.
For dated references, only the ec'tiol. cited applies. For undated references, the latest edition
of the referenced document.finciu’ ing any amendments) applies.

IEC 61747-1, Liquid cry.tal and solid-state display devices — Part 1: Generic specification

IEC 61747-5:1998, Liauid crystal and solid-state display devices — Part 5: Environmental,
endurance ancmechan.cal test methods

1 Figures in square brackets refer to the bibliography.
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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

DISPOSITIFS D'AFFICHAGE A CRISTAUX LIQUIDES -

Partie 5-3: Méthodes d’essais d’environnement,
d’endurance et mécaniques —
Résistance et fiabilité du verre

AVANT-PROPOS

La Commission Electrotechnique Internationale (CEIl) est une organisation mondiale de norn.lisa’ion
composée de l'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de la/CE.} La TEl a
pour objet de favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de normalis ‘tion d-ns les
domaines de I'électricité et de I'électronique. A cet effet, la CEl — entre autres activités — publie 1es Normes
internationales, des Spécifications techniques, des Rapports techniques, des Spécificatii ns accessibles au
public (PAS) et des Guides (ci-aprés dénommés "Publication(s) de la CEI"). Leur élaboratior est confiée a des
comités d'études, aux travaux desquels tout Comité national intéressé par le sujet traite .~ 1t participer. Les
organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en liaison <« ‘ec la CEl, participent
également aux travaux. La CEI collabore étroitement avec I'Organisation Internationz’=2 de: Normalisation (ISO),
selon des conditions fixées par accord entre les deux organisations.

Les décisions ou accords officiels de la CEIl concernant les questions technique. re.résentent, dans la mesure
du possible, un accord international sur les sujets étudiés, étant donné cue les Comités nationaux intéressés
sont représentés dans chaque comité d’études.

Les publications CEIl se présentent sous la forme de recommand7uuns . ternationales et elles sont agréées
comme telles par les Comités nationaux de la CEI. Tous les eforts raisi nnables sont entrepris afin que la CEl
s'assure de I'exactitude du contenu technique de ses publicatio. s; ic-Z£El ne peut pas étre tenue responsable
de I'éventuelle mauvaise utilisation ou interprétation qui en es. faite nar un quelconque utilisateur final.

Dans le but d'encourager l'uniformité internationale, les Comités .iationaux de la CEIl s'engagent, dans toute la
mesure possible, a appliquer de fagon transparente I s Publications de la CEIl dans leurs publications
nationales et régionales. Toute divergence entre toute Pubiication de la CEIl et toute publication nationale ou
régionale correspondante doit étre indiquée en termes clairs dans cette derniere.

La CEl n'a prévu aucune procédure de me gtizde valant indication d’approbation et n'engage pas sa
responsabilité pour les équipements déclarés ~or fori.ies a une de ses Publications.

Tous les utilisateurs doivent s'assurer qu' Is ~ont en possession de la derniére édition de cette publication.

Aucune responsabilité ne doit étre mpuile a la CEl, a ses administrateurs, employés, auxiliaires ou
mandataires, y compris ses expert. pa ticuliers et les membres de ses comités d'études et des Comités
nationaux de la CEIl, pour tout p.%iuc'ce causé en cas de dommages corporels et matériels, ou de tout autre
dommage de quelque nature 54uc ce vit, directe ou indirecte, ou pour supporter les colts (y compris les frais
de justice) et les dépenses c 2coulant de la publication ou de I'utilisation de cette Publication de la CEIl ou de
toute autre Publication de a C.'~uu au crédit qui lui est accordé.

L'attention est attirée c.r le. références normatives citées dans cette publication. L'utilisation de publications
référencées est oblig atoirc pour une application correcte de la présente publication.

L’attention est attirée s. - le fait que certains des éléments de la présente publication CEIl peuvent faire I'objet
de droits de o, riété intellectuelle ou de droits analogues. La CEIl ne saurait étre tenue pour responsable de
ne pas &voir .lenti.’¢ de tels droits de propriété ou de ne pas avoir signalé leur existence.

La Norme inturnationale CEI 61747-5-3 a été établie par le comité d’études 110 de la CEl:
Disposit.fs d’affichage a panneaux plats.

Lo preser.ie Norme internationale remplace la CEI/PAS 61747-5-3, publiée en 2007.

Il n'y a eu aucune révision significative depuis la publication de la version PAS.

Cette partie de la CEI 61747 est une spécification intermédiaire pour les cellules d’affichage a
cristaux liquides. Elle doit étre lue conjointement avec la CElI 61747-1 a laquelle elle fait
référence.
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Le texte de cette norme est issu des documents suivants:

FDIS Rapport de vote
110/169/FDIS 110/177/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant
abouti a I'approbation de cette norme.

Cette publication a été rédigée selon les Directives ISO/CEI, Partie 2.

Les normes futures de cette série porteront dorénavant le nouveau titre général <ite ci-
dessus. Le titre des normes existant déja dans cette série sera mis a jour lors un»>
prochaine édition.

Une liste de toutes les parties de la série CElI 61747, publiées sous le titre général Dispositifs
d’affichage a cristaux liquides, peut étre consultée sur le site web de la CEl.

Le comité a décidé que le contenu de cette publication ne sera pas maditis avi.nt la date de
maintenance indiquée sur le site web de la CEl sous "http://wahsicre.iec.ch” dans les
données relatives a la publication recherchée. A cette date, la pubi.-atica sera

* reconduite;

* annulée;

* remplacée par une édition révisée, ou encore
* modifiée.
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INTRODUCTION

La CEI 61747-5-3 facilite la caractérisation des propriétés de résistance mécanique des
modules LCD et du verre de leurs composants. L’analyse et les essais sont réalisés sur le
verre des composants des modules LCD, ainsi que sur les modules LCD finis. Les statistiques
de résistance mécanique des modules sont établies et permettent de prédire une probabilité
de défaillance des modules a un niveau donné de contrainte ou pour une probabilité donnée
de défaillance, la contrainte de charge admissible maximale recommandée pour le module.
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DISPOSITIFS D'AFFICHAGE A CRISTAUX LIQUIDES -

Partie 5-3: Méthodes d’essais d’environnement,
d’endurance et mécaniques —
Résistance et fiabilité du verre

1 Domaine d'application

La présente partie de la CEl 61747 s’applique aux afficheurs a cristaux liquides (LCD)
disponibles sur le marché. La présente norme s’applique a tous types de LCD, y compris les
modules d’affichage a cristaux liquides (LCD) de type transmissif, réflexif ou transflexif
utilisant des afficheurs a cristaux liquides de type soit a segments, soit a matrice passive ou
active et achromatique ou couleur qui sont équipés ou non de leur propre source intégrée
d'éclairement.

L'objet de la présente norme est d'établir des exigences uniformes pour des mesures précises
et fiables des paramétres LCD suivants:

a) résistance quasi statique,
b) fatigue quasi statique.

Les méthodes décrites dans la présente norme s’appliquent a toutes les tailles, petites et
grandes, d’afficheurs a cristaux liquides.

NOTE Les méthodes de mesure de la constante de fatigue sont décrites dans la présente norme et sont issues

de la documentation citée en référence, voir de [13]1 a [20]. Les premiers résultats sont des formules pour la
contrainte admissible estimée pour la durée de vie spécifiée ou le taux de défaillance spécifié pour le niveau de
contrainte spécifié. Par le biais d'un exemple, des données limitées relatives au comportement de résistance et de
fatigue du verre pour LCD sont incluses dans une annexe d’'information a cette norme. De la méme maniére, des
données limitées relatives a la résistance statique des modules LCD sont également incluses et comparées avec
celles du verre de base

2 Reéférences normatives

Les documents de référence suivants sont indispensables pour I'application du présent
document. Pour les références datées, seule I'édition citée s’applique. Pour les références
non datées, la derniére édition du document de référence s'applique (y compris les éventuels
amendements).

CEI 61747-1: Dispositifs d’affichage a cristaux liquides et a semiconducteurs — Partie 1:
Spécification générique

CEI 61747-5:1998, Dispositifs d’affichage a cristaux liquides et a semiconducteurs — Partie 5:
Méthodes d’essais d’environnement, d’endurance et mécaniques

1 Les chiffres entre crochets renvoient a la bibliographie.





